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Zusammenfassung

1 Zusammenfassung

In der Vorliegenden Arbeit wurde ein ProzeB entwickelt, der es erlaubt, die
Versetzungsdichten in Si/SiGe Heterostrukturen zu bestimmen.

Es wurden dabei zwei Verfahren untersucht. Im direkten Verfahren wurden die Proben,
welche in der MBE-Anlage in Linz gewachsen wurden, direkt nach dem Wachstum unter
das Atomkraftmikroskop gelegt. Dies sollte verhindern, daB sich stérende Oxidschichten
an der Oberfliche bilden und das Scannen der Oberfliche erschweren. Hierbei wurde
auch der EinfluB eines Reinigungsschrittes, der aus H,SO4, HF und Methanol besteht,
auf die Qualitdt der Scans untersucht. Es wurde versucht, direkt Versetzungsspiralen
sichtbar zu machen. Dies erwies sich aus verschiedenen Griinden als eine sehr schwierige

Aufgabe, und es gelang nur, laterale mono- und doppelatomare Stufen aufzulésen.

Als indirktes Verfahren wurde ein VersetzungsitzprozeB auf der Basis von Cr(VI)O;
entwickelt. Diese Losung 4tzt selektiv die Probenoberfldche an den Stellen schneller an,
an denen Fadenversetzungen die Oberfliche durchstoflen. Die Fadenversetzungsdichte
kann hier mit Hilfe eines Polarisationsmikroskops bestimmt werden. Dabei ist die Atzzeit
relativ lange, da die Atzgruben erst ab ca lum unter dem Polarisationsmikroskop zu
sehen sind. Mit Hilfe des Atomkraftmikroskops ist es moglich, die Atzgruben schon nach
kirrzerer Atzzeit auszuwerten, da die Auflosung viel hoher als beim
Polarisationmikroskop ist. Hierbei ergibt sich aber eine hohere Dichte an Lochkeimen als
bei der Auswertung mit dem Nomarski. Es wurden auch Proben untersucht, bei denen
die Atztiefe eine kritische GroBe ist. Dabei kann man aber die Lochkeime vom

Hintergrundrauschen nicht zweifelsfrei unterscheiden.



